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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 16602-70-50:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/CLC/TC 5 „Raumfahrt“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-10-01 AA „Interoperabilität von 
Informations-, Kommunikations- und Navigationssystemen“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL). 

Dieses Dokument (EN 16602-70-50:2015) basiert auf ECSS-Q-ST-70-50C. 

Dieses Dokument enthält unter Berücksichtigung des DIN-Präsidialbeschlusses 1/2004 nur die englische 
Originalfassung von EN 16602-70-50:2015.   

Dieses Dokument wurde speziell zur Behandlung von Raumfahrtsystemen erarbeitet und hat daher Vorrang 
vor jeglicher Europäischer Norm, da es denselben Anwendungsbereich hat, jedoch über einen größeren 
Geltungsbereich (z. B. Luft- und Raumfahrt) verfügt. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Begriffe und Abkürzungen 

3 Begriffe und Abkürzungen 

3.1 Begriffe aus anderen Normen 

Für die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach ECSS-S-ST-00-01. 

3.2 Für diese Norm spezifische Begriffe 

3.2.1 
Untergrund-Zählrate 
Messung der durch das Messverfahren (und die zugehörige Ausrüstung) sowie die Messumgebung 
verursachten Kontaminationsgrade im Gegensatz zum inhärenten Kontaminationsgrad des zu messenden 
Gegenstands 

3.2.2 
Subtraktion des Untergrunds 
Vorgang der Subtraktion der Untergrund-Zählrate von einer Messung 

3.2.3 
Schwarzlichtbeleuchtung 
Beleuchtung mit Licht, das überwiegend im nahen UV-Bereich liegt (310 nm bis 400 nm) 

3.2.4 
Blase 
in einem anderen Medium eingeschlossenes Gasvolumen 

3.2.5 
Plan für Reinheits- und Kontaminationskontrolle 
Plan, der die organisierten Maßnahmen zur Kontrolle des Kontaminationsgrades definiert 

3.2.6 
reinheitskontrollierter Bereich 
Bereich, in dem spezifische Maßnahmen zur Kontrolle und Überwachung der Kontamination eingeleitet 
werden, um die Teilchenzählung mit ausreichender Genauigkeit entsprechend der Untergrund-Zählrate zu 
ermöglichen 

3.2.7 
Spezifikation der Reinheitsanforderungen 
Spezifikation, die die Anforderungen an die zulässigen Kontaminationsgrade definiert 

3.2.8 
Reinheitsverifizierung 
Tätigkeit, die dazu dient, zu verifizieren, dass die tatsächlichen Reinheitsbedingungen des Raumfahrzeug-
systems, der Reinräume und weiterer Umgebungen, in denen das Raumfahrzeugsystem sich befindet, den 
anwendbaren Spezifikationen und weiteren Anforderungen an die Reinheit entsprechen 
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3.2.9 
kompatibel 
Zustand, in dem die Funktionalität, die Leistung und die Integrität eines beliebigen Gegenstands oder einer 
beliebigen Oberfläche nicht beeinträchtigt werden 

3.2.10 
Kontaminationspotential 
potentielle Menge an Kontaminanten in der Quelle, die eine Kontamination bewirken kann, definiert als 
Verdunkelungsfaktor je Zeiteinheit 

ANMERKUNG Der Verdunkelungsfaktor je Zeiteinheit kann in [(mm2/m2)/h] angegeben werden. 

3.2.11 
kontaminationsempfindlich 
Gegenstand, der im Falle der Kontamination in seiner Auslegungsfunktion beeinträchtigt werden kann 

3.2.12 
wirksamer Stichprobenbereich 
Bereich einer Oberfläche, der einer Kontaminationsquelle ausgesetzt war 

3.2.13 
faserfrei 
widerstandsfähig gegen Fasererzeugung 

3.2.14 
Membranfilter 
Polymerfilm mit spezifischer Porenweite, der dafür vorgesehen ist, Partikel aus Flüssigkeiten oder Gasen 
abzuscheiden 

3.2.15 
abtragungsfrei 
widerstandsfähig gegen Partikelerzeugung 

3.2.16 
Verdunkelungsfaktor 
Verhältnis der projizierten Fläche aller Partikeln zur Gesamtfläche, auf der sie sich befinden 

3.2.17 
Teilchen 
Partikel 
Masseeinheit mit feststellbarer Länge, Breite und Dicke 

ANMERKUNG Für die Anwendung dieser Norm weisen die Partikeln typische Maße von 0,1 µm bis 1 000 µm auf. 

3.2.18 
Teilchenkontamination 
Kontamination durch Partikeln 
Luft- oder Oberflächenkontamination durch Partikeln 

3.2.19 
Partikelniederschlag 
angesammelte Ablagerung von Schwebstoffen auf einer Oberfläche 

3.2.20 
repräsentative Probe 
Probe, die einem weiteren Gegenstand entweder hinsichtlich der physikalischen Form oder der Umgebung, in 
der er sich befindet, oder beidem gleichen soll 
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3.2.21 
Welligkeit 
topographische Inhomogenität, üblicherweise in Form eines Wellenmusters 

3.2.22 
empfindliche Oberfläche 
Oberfläche mit hoher Beschädigungswahrscheinlichkeit 

3.2.23 
spektraler Absorptionsgrad 
Maß der Reinheit eines Lösemittels, bestimmt aus dessen Absorptionsspektrum 

ANMERKUNG Lösemittel mit typischem spektralem Absorptionsgrad weisen eine Reinheit von mehr als 99,5 % auf. 

3.2.24 
Tape-Lift-Verfahren 
Verfahren zur Abnahme einer Teilchenkontamination von einer Oberfläche mithilfe von Klebeband 

3.2.25 
Tape-Lift-Probe 
transparenter Klebeband-Abschnitt, der für ein Tape-Lift-Verfahren eingesetzt wurde und anschließend auf ein 
sauberes Substrat aufgetragen wird, um jegliche Kontaminationen einzuschließen 

3.2.26 
ausgebildeter Prüfer 
durch eine Drittparteien-Zertifizierungsstelle zertifizierter Prüfer oder Prüfer, der nachweislich über 
Berufserfahrung verfügt und hinsichtlich dessen eine Vereinbarung mit dem Kunden erfolgt ist oder der durch 
den Kunden anerkannt ist 

3.2.27 
Ultraschallbad 
Bad, das Flüssigkeit und einen Wandler enthält, der Ultraschallwellen erzeugt, die wiederum zu mikroskopisch 
kleinen Kavitationsblasen in der Flüssigkeit führen, wodurch die Entfernung von Partikeln von der Oberfläche 
eines in die Flüssigkeit gegebenen Gegenstands erleichtert wird 

ANMERKUNG Typische Frequenzen der Ultraschallwellen liegen zwischen 15 kHz und 400 kHz. 

3.2.28 
sichtbar rein 
Nichtvorhandensein einer Oberflächenkontamination bei einer Prüfung mit einer bestimmten Lichtquelle, unter 
einem bestimmten Einfallswinkel und in einem bestimmten Sichtabstand, untersucht unter Normalsicht oder 
mit Vergrößerung 

ANMERKUNG 1 In Abhängigkeit von Folgendem bestehen verschiedene Prüfverfahren: 

  der zu prüfenden Hardware in Bezug auf Größe und Zugänglichkeit sowie Kontaminationsempfindlichkeit; 

  dem Prüfabstand; 

  den Lichtspektren (einschließlich UV), -intensitäten und -einfallswinkeln. 

ANMERKUNG 2 Der Grad „sichtbar rein“ entspricht bei Prüfung aus einem Abstand von 30 cm bis 60 cm mit schräg 
einfallendem Weißlicht von 540 lx bis 1 620 lx grob einem Verdunkelungsfaktor von weniger als 300 mm2/m2. 

ANMERKUNG 3 Übliche Vergrößerungsgrade liegen im Bereich von 2fach bis 8fach. 

3.2.29 
sichtbar rein, Standard 
Nichtvorhandensein einer Oberflächenkontamination bei Prüfung mit schräg einfallendem Weißlicht von mehr 
als 540 lx und aus einem Abstand von 150 cm bis 300 cm unter Normalsicht 
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3.2.30 
sichtbar rein, empfindlich 
Nichtvorhandensein einer Oberflächenkontamination bei Prüfung mit schräg einfallendem Weißlicht von mehr 
als 540 lx und aus einem Abstand von 60 cm bis 120 cm unter Normalsicht 

3.2.31 
sichtbar rein, hochempfindlich 
Nichtvorhandensein einer Oberflächenkontamination bei Prüfung mit schräg einfallendem Weißlicht von mehr 
als 1 080 lx und aus einem Abstand von 15 cm bis 45 cm unter Normalsicht oder mit Vergrößerung 

3.2.32 
Sichtprüfung 
Untersuchung eines Gegenstands unter definierten Beleuchtungs- und Sichtbedingungen unter Normalsicht 
oder mit Vergrößerung 

3.2.33 
Fehlstelle 
von Materie freier Bereich 

3.3 Abkürzungen 

Für die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Abkürzungen: 

Abkürzung Bedeutung 

C&CCP Plan für Reinheits- und Kontaminationskontrolle 
(en: cleanliness and contamination control plan) 

CRS Spezifikation der Reinheitsanforderungen  
(en: cleanliness requirement specification) 

IPA Isopropylalkohol (en: isopropyl alcohol) 

ISO Internationale Organisation für Normung 
(en: International Organization for Standardization) 

LED laseremittierende Diode (en: laser emitting diode) 

lx Lux (en: lux) 

OF Verdunkelungsfaktor (en: obscuration factor) 

PCB Leiterplatte (en: printed circuit board) 

PFO Partikelniederschlag (en: particle fallout) 

UV Ultraviolett (en: ultra-violet) 

UVA Ultraviolett (310 nm bis 400 nm) (en: ultra-violet (310 nm to 400 nm)) 
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1 
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2 
Normative references 
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3 
Terms, definitions and abbreviated terms 

3.1 Terms defined in other standards 

3.2 Terms specific to the present standard 

3.2.1 background count 

3.2.2 background subtraction 

3.2.3 black light illumination 

3.2.4 bubble 

3.2.5 cleanliness and contamination control plan 

3.2.6 cleanliness controlled area 

3.2.7 cleanliness requirement specification 

3.2.8 cleanliness verification 
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3.2.9 compatible 

3.2.10 contamination potential 

 
2 2

3.2.11 contamination sensitive 

3.2.12 effective sample area 

3.2.13 lint-free 

3.2.14 membrane filter 

3.2.15 non-shedding 

3.2.16 obscuration factor 

3.2.17 particle 

 

3.2.18 particulate contamination 

3.2.19 particle fallout 
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3.2.20 representative sample 

3.2.21 ripple 

3.2.22 sensitive surface 

3.2.23 spectral grade 

 

3.2.24 tape-lift 

3.2.25 tape-lift sample 

3.2.26 trained inspector 

3.2.27 ultrasonic bath 

 

3.2.28 visibly clean 

  

  

  

2 2
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3.2.29 visibly clean standard 

3.2.30 visibly clean sensitive 

3.2.31 visibly clean highly sensitive 

3.2.32 visual inspection 

3.2.33 void 

3.3 Abbreviated terms 

Abbreviation Meaning 

C&CCP 

CRS 

IPA 

ISO 

LED 

lx 

OF 

PCB 

PFO 

UV 

UVA 
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